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Abstract (en)
[origin: WO9112489A1] During the manufacture of semiconductor components, the surface quality of the semiconductor chips and their position
relative to a housing and the connecting wires between chip and housing must be monitored. It is proposed that the semiconductor components
be illuminated by an illumination device (16a-16n, 23) and observed by means of a camera (14) whose image output signals are fed to an image
signal processing device which detects manufacturing defects. Each semiconductor component to be monitored is illuminated at a first reproducible
illumination angle, a first set of image signals corresponding to the illuminated semiconductor component is stored, the semiconductor component to
be monitored is illuminated at a second reproducible illumination angle, a second set of image signals is stored, the stored sets of image signals are
compared with each other and the space-shape data of structures of interest are derived from the difference between the two sets of image signals.

Abstract (fr)
Lors de la fabrication de composants semiconducteurs, les qualités de surface des microplaquettes semiconductrices ainsi que leur position par
rapport à un boîtier et les fils métalliques de connexion entre la microplaquette et le boîtier doivent être contrôlés. A cet effet, les composants
semiconducteurs sont éclairés au moyen d'un dispositif d'éclairage (16a-16b, 23) et observés au moyen d'une caméra (14) dont les signaux vidéo
de sortie peuvent être transmis à un dispositif de traitement de signaux vidéo à des fins d'identification de défauts de fabrication. Chaque composant
à inspecter est éclairé sous un premier angle d'éclairage reproductible, un premier ensemble de signaux vidéo correspondant au composant
semiconducteur éclairé est enregistré, le composant semiconducteur est éclairé sous au moins un autre angle d'éclairage reproductible, un autre
ensemble de signaux vidéo est enregistré, les ensembles enregistrés de signaux vidéo sont comparés l'un à l'autre et les structures pertinentes sur
les données concernant la forme et le positionnement sont dérivées des deux ensembles de signaux vidéo.
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